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Uklad do pomiaru masy przesuwajacego sie materialu,
metoda rozproszeniowa,
przy pomocy wiazek przenikliwego promieniowania
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Przedmiotem wynalazku jest uklad do pomiaru
masy przesuwajgcego sie¢ materialu metods rozpro-
szeniowg, przy pomocy wigzek przenikliwego pro-
mieniowania. Uklad ten moze znalei¢ zastosowa-
nie do pomiaru masy materialéw sypkich, ziarni-
stych i tym podobnych, ktére przesuwajg sie na
tasmociggu.

Znane sg uklady do pomiaru masy przesuwajgcego
sie materiatu z zastosowaniem ukladéw mechanicz-
nych, tensometrycznych i innych w ktérych pomiar
masy odbywa sie metodg stykowg. Uklady te nie
moga pracowaé¢ prawidlowo w trudnych warunkach
srodowiskowych, przy duzym =zapyleniu i wilgot-
nosci, Znane uklady bezstykowe wykorzystujgce
absorpcje promieniowania jak uklad do pomiaru
iloSci masy przesuwajgcego sie materialu wedlug pa-
tentu polskiego nr 46806 i patentu dodatkowego
nr 48736 majg te niedogodnosé, ze przy ich stosowa-
niu najwiekszy sygnal i jednocze$nie najwiekszy
blad bezwzgledny wystepuje przy malej ilo$ci wazo-
nego materialu, co jest zwigzane z duzym bledem
wzglednym. Stosowane obecnie uklady bezstykowe
wykorzystujace promieniowanie rozproszone posia-
dajg jedno Zrodlo promieniowania punktowe lub li-
niowe.

Uklad ten ma zastosowanie ograniczone do cien-
kich warstw materialu, poniewaz przy wzroscie gru-
bosci warstwy natezenie promieniowania rozproszo-
nego rosnie proporcjonalnie do masy, tylko przy
malej grubos$ci warstwy, a przy grubos$ciach wigk-

73004

10

15

20

25

30

2

szych, material lezgcy dalej od Zrédla promieniowa-
nia znajduje si¢ w polu promieniowania o mniej-
szym natezeniu i daje sygnal zbyt maly, niepropor-
cjonalny do masy.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego ukla-
du, ktory wykorzystujgc promieniowanie rozpro-
szone w materiale mierzonym umozliwilby pomiar
masy warstw o wiekszej grubosci.

Istota ukladu wedlug wynalazku jest to, ze za-
wiera on co najmniej dwa zZrodla promieniowania
umieszczone po jednej stronie mierzonego materia-
Iu w pojemnikach z otworami kolimacyjnymi, roz-
mieszczone symetrycznie wzgledem plaszezyzny
przechodzgcej przez $rodek strugi materialu i $ro-
dek detektora znajdujgcego sie po przeciwnej stro-
nie, przy czym wigzki promieniowania wychodzgce
ze zrodel! poprzez otwory kolimacyjne przecinajg
sie w obszarze, w ktorym przesuwa sie mierzony
material i omijajg detektor promieniowania, a pro-
ste wzdiuz ktérych w wigzkach wystepuje najwiek-
sze natezZenie promieniowania przecinajag sie w
punkcie lezagcym na powierzchni mierzonego mate-
rialu najbardziej odleglym od Zrédet promieniowa-
nia przy najwiekszej grubo$ci warstwy mierzonego
materialu lub ponad nim, przy czym cze$é promie-
niowania rozproszonego w mierzonym materiale
poddana jest detekcji.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na ry-
sunkach, na ktérych fig. 1 przedstawia uklad w pta-
szczyznie prostopadlej do strugi materiatu, a fig. 2
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uklad w plaszczyznie prostopadlej do prostej lacza-
cej zrédla promieniowania.

Uklad wedlug wynalazku sklada sie z co naj-
mniej dwéch Zrodel 1 i 2 promieniowania i detekto-
ra 8 promieniowania, a mierzony material 3 znajdu-
je sie miedzy tymi Zrédlami i detektorem. Pomiar
masy wedlug wynalazku odbywa sie nastepujgco:

Zrédla 1, 2 promieniowania sg umieszczone z jed-
nej strony mierzonego materialu 3 symetrycznie po
obu stronach plaszczyzny przechodzgcej przez §ro-
dek strugi i $rodek detektora. Wyslane przez Zrd-
dia 1, 2 wigzki 9, 10 promieniowania przeswietlajg
mierzony malerial 3 i biegng dalej omijajgc detek-
tor 8. Czeéé promieniowania rozproszonego w mie-
rzonym materiale 3, ktérego iloéé zalezy od masy
przeswietlonego materiatu 3 trafia do detektora 8.
Detektorem moze byé np. licznik Geigera Millera.

Zmiana masy przesuwajgcego sie materialu po-
woduje zmiane natezenia promieniowania rozpro-
szonego padajgcego na detektor 8 i zmiane ilosci
impulséw elektrycznych powstajacych w detekto-
rze. Ilo§¢ impuls6w powstalych w okreslonym cza-
sie jest proporcjonalna do masy materialu, ktéry
w tym czasie przesunal sie przez strefe pomiarows,
Wiazki 9, 10 promieniowania przecinajg sie wzajem-
nie w obszarze mierzonego materialu 3, przy czym
proste wzdluz ktérych wystepuje najwieksze nate-
Zenie promieniowania przecinajg sie w punkcie le-
Zacym na powierzchni materialu 8 najbardziej od-
leglym od Zrédel, przy maksymalnej grubosci war-
stwy materialu lub ponad nim. Cze$é 11 promienio-
wania rozproszonego poddana jest detekcji. Przy
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odpowiednim wyskalowaniu miernika zamieniajg-
cego ilo§é impulséw otrzymywanych z detektora na
wskazanie masy przesuwajgcego sie materialu 3
uzyskuje sie mozliwo$¢é pomiaru masy materialu 3
przesuwajgcego sie ze stalg predkoscig przez obszar
napromieniowany.

Zastrzezenie patentowe

Uklad do pomiaru masy przesuwajgcego sie¢ ma-
terialu metodg rozproszeniowg, przy pomocy wig-
zek przenikliwego promieniowania, zawierajacy
zr6dlo promieniowania po przeciwnej stronie mie-
rzonego materialu w stosunku do detektora, zna-
mienny tym, Ze zawiera co najmniej dwa Zrédla
(1, 2) przenikliwego promieniowania w pojemni-
kach (4, 5) z otworami kolimacyjnymi (6, 7) roz-
mieszczone symetrycznie wzgledem plaszczyzny
przechodzacej przez S$rodek strugi materialu (3)
i srodek detektora (8), przy czym wigzki (9, 10) pro-
mieniowania wychodzgce ze Zrédel (1, 2) przez
otwory kolimacyjne (6, 7) przecinajg si¢ w obszarze,
w ktérym przesuwa sie mierzony material (3) i omi-
jajg detektor (8), a proste wzdluz ktérych w wigz-
kach (9, 10) promieniowania wystepuje najwieksze
natezenie promieniowania przecinajg si¢ w punkcie
lezgcym na powierzchni mierzonego materialu (3),
najbardziej odleglym od zZrédel (1, 2) promieniowa-
nia, przy najwiekszej grubo$ci warstwy mierzonej
lub ponad nim, przy czym cze$¢ (11) promieniowa-
nia rozproszonego poddana jest detekcji.

fig- 1
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